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Mit dem Keyence 3D-Laser-Scanning-Mikroskop VK-X260 ist es mdoglich.
berihrungslos eine quantitative Auswertung von Oberflachentopographien
verschiedener  Materialien  durchzufGhren. In  Verbindung mit einem
hochempfindlichen Lichtempfangselement (16-Bit Photomultiplier (PMP)) kann die
Reflexionsinformation des violetten Lasers derart genau ausgewertet werden, dass
mit einer Vergroflerung von bis zu 28.000-fach eine Auflésung von 100 nm mdglich
wird. Auf diese Weise koénnen Messungen von Profilen, Rauheiten und
Dickenmessungen im Nanometer-Bereich durchgeflihrt werden. Zusatzlich zum
Laserbild (3D, 2D) verfugt das Laser-Scanning-Mikroskop Uber einen Bildmodus um
auch Farbinformationen aufzunehmen, die mit einer integrierten CCD-Kamera
zusatzlich zu den Laserinformationen festgehalten werden kdnnen. So verbindet das
3D-Laser-Scanning-Mikroskop die Darstellung und Visualisierung von Oberflachen
und die Auswertung einer Vielzahl von Oberflachenparametern. Die Anschaffung des
3D-Laser-Scanning-Mikroskopes VK-X260 wurde zu grof3en Teilen mit Mitteln der
Europaischen Union aus dem Europaischen Fonds fur Regionale Entwicklung
(EFRE) unterstutzt.

Anwendungsbeispiele:
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TiN beschichtete Explantierter Hiftendoprothesenkopf Tibiale Komponente aus Polyethylen mit
Femurkomponente mit makroskopisch sichtbaren Abriebbereichen

Veranderungen der  Oberflache

(glénzend, matt)

Aufgeraute Bereiche zeigen Glanzende Oberflache am Aufnahme einer tibialen Polyethylen-
gg)r(r)[]ttungen der Oberflache (Objektiv Hiftendoprothesenkopf (Objektiv 50x) ggr:)ponente mit Drittkérper (rot) (Objektiv
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Objektive: 10x/20x/50x/150x

Messprinzip: Konfokales Lochblendenprinzip

Vergroflerung: bis zu 24.000x

Auflésung axial: 0,5 nm

Wiederholgenauigkeit axial: je nach Objektiv40 — 12 nm

Auflésung lateral: bis zu 100 nm

Wiederholgenauigkeit lateral: je nach Objektiv 100 — 20 nm

Kontraststufen des 16-Bit PMP: 65.536

Bildauflésung: 3072 x 2304 Pixel

Messobjekthéhe: bis zu 128 mm
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